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400-keV以上の放射光のコンプトン散乱実験への利用



コンプトン散乱実験に対する
高エネルギ－X線の有効性

（１）試料厚さの増加
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(2)コンプトン磁気散乱断面積の増加



スピン依存コンプトン散乱断面積の
エネルギ－依存性



(3)コンプトン反跳電子のエネルギ－の増加

Energy & Momentum of Recoiled Electron
for 165-deg. scattering angle with Px,y= 1 a.u.
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金属内高速電子線のプラズモン励起
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Al中の電子飛程
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１Ｍ位置での反跳電子のＸ方向のずれ

Momentum and Displacement of Recoiled Electron
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SPring-8 BL08W

by A. Koizumi



(SPring-8 BL08W):

174, 115 keV 1010 photons/s

                                             E/E 10-3

                                    ry > 0.1mm
                                            rx > 0.5mm
 5K < T <R.T.
                                  -3T < H < +3T



SPring-8 BL08W コンプトン散乱課題数

SPring-8, BL08W Experiments
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新光源に期待する特性

0.1mm x 0.1 mm



開発要素

　坑熱・高エネルギ－集光型モノクロメー
タ－およびスリット

• 反跳電子計測
　　ビ－ム形状： 0.1ｍm
　　(ミニポ－ル)アンジュレイタ－




